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A. 酸化膜測定について (検出単位はÅ)

B. 金属膜厚測定について

金 　： Min40Å （0.004μm) ～ Max20,000Å（2.00μm)
)mμ00.2（Å000,02xaM ～ )mμ020.0（ Å002niM ：　 銅

ニッケル )mμ00.2（Å000,02xaM ～ )mμ020.0（ Å002niM ： 
)mμ00.2（Å000,02xaM ～ )mμ020.0（ Å002niM ：　 銀
)mμ00.2（Å000,02xaM ～ )mμ020.0（ Å002niM ：　 錫

Maxは推奨値

SERASERA
Sequential Electrochemical Reduction AnalysisSequential Electrochemical Reduction Analysis

連続電気化学還元法連続電気化学還元法

測定可能金属
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